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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów: Nanotechnologie i nanomateriały Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: NN

Stopień studiów: II

Specjalności: Inżynieria nanostruktur II

1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Komput. wspm. eksper.

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kod przedmiotu WFMiI NN oIIS C1 13/14

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 3.00

Semestry 1

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Seminarium Projekt

1 15 0 0 15 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z najważniejszymi elementami i strukturą komputerowych systemów pomiarowych.

Cel 2 Przedstawienie najczęściej używanych interfejsów przyrządów pomiarowych.

Cel 3 Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania komputerowych systemów pomiarowych.

Kod archiwizacji: C4FCF4D0
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4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość elektroniki i informatyki na poziomie studiów I stopnia

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość najważniejszych elementów i struktury komputerowych systemów pomiarowych.

EK2 Wiedza Znajomość cech i sposobu działania najczęściej używanych interfejsów przyrządów pomiarowych.

EK3 Wiedza Znajomość metod tworzenia oprogramowania komputerowych systemów pomiarowych.

EK4 Umiejętności Posługiwanie się środowiskiem programistycznym LabView do komunikacji z cyfrowymi przy-
rządami pomiarowymi

6 Treści programowe

Laboratorium komputerowe

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1 xxx 15

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 xxx 15

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Ćwiczenia laboratoryjne

N3 Praca w grupach
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8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 0

Konsultacje przedmiotowe 15

Egzaminy i zaliczenia w sesji 5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 20

Opracowanie wyników 20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Kolokwium

F2 Projekt zespołowy

F3 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 Brak znajomości elementów i struktury komputerowych systemów pomiarowych.

Na ocenę 3.0
Umiejetnosc wskazania najwazniejszych elementów i opisania najczesciej
stosowanej struktury komputerowych systemów pomiarowych.

Na ocenę 3.5
Ponadto: znajomość wszystkich znanych struktur komputerowych systemów
pomiarowych.

Na ocenę 4.0
Ponadto: dokładna znajomość typów czujników pomiarowych i wymagań, jakie
stawiamy czujnikom.
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Na ocenę 4.5 Ponadto: znajomość różnych sposobów realizacji akwizycji danych pomiarowych.

Na ocenę 5.0
Ponadto: umiejętność zanalizowania wybranych systemów pomiarowych pod
kątem ich struktury i efektywnosci.

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0
Nieznajomość podstawowych cech i sposobu działania interfejsów przyrządów
pomiarowych.

Na ocenę 3.0
Znajomość zasady działania "klasycznych" interfejsów - RS 232 oraz GPIB
a także interfejsu USB.

Na ocenę 3.5 Ponadto: znajomość sposobu zastosowania internetu w systemach pomiarowych.

Na ocenę 4.0
Ponadto: znajomość sposobu zastosowania interfejsów bezprzewodowych oraz
sieci telefonii komórkowych w systemach pomiarowych.

Na ocenę 4.5 Ponadto: znajomość komunikatów podstawowych interfejsów pomiarowych.

Na ocenę 5.0 Ponadto: umiejetność doboru interfejsu do konkretnych warunków pomiarowych.

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0
Brak znajomości metod tworzenia oprogramowania komputerowych systemów
pomiarowych.

Na ocenę 3.0
Znajomość najczęściej stosowanych metod tworzenia oprogramowania
komputerowych systemów pomiarowych.

Na ocenę 3.5
Ponadto: umiejetność skonfigurowania transmisji z uzyciem RS-232 przy pomocy
konwencjonalnego jezyka programowania, np. C++

Na ocenę 4.0
Ponadto: znajomość ogólnych cech najważniejszych środowisk programistycznych
do programowania systemów pomiarowych.

Na ocenę 4.5 Ponadto: dokładna znajomość możliwosci środowiska LabVIEW.

Na ocenę 5.0
Ponadto: umiejetność porównania zalet i wad różnych sposobów programowania
systemów pomiarowych.

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 Nieumiejętność posługiwanie się środowiskiem programistycznym LabView .

Na ocenę 3.0
Umiejetność napisania timera w LabVIEW oraz nawiązanie łaczności za pomocą
interfejsu szeregowego z dostarczonym przyrządem pomiarowym.

Na ocenę 3.5
Ponadto: utworzenie przyrządu wirtualnego do komunikacji z rzeczywistym
przyrządem, realizującego podstawowe funkcje.

Na ocenę 4.0
Ponadto: utworzenie przyrządu wirtualnego do komunikacji z rzeczywistym
przyrządem, realizującego wszystkie funkcje miernika.

Na ocenę 4.5 Ponadto: realizacja funkcji zapisu do pliku wyników pomiaru.
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Na ocenę 5.0
Ponadto: nadanie przyrządowi wirtualnemu cech szczególnej użyteczności,
napisanie przejrzystej dokumentacji programu.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 x Cel 1 W1 N1 F1 P1

EK2 x Cel 2 N1 F1

EK3 x Cel 3 K1 N1 N2 N3 F1 F2 F3 P1

EK4 x Cel 3 K1 N2 N3 F1 F2 F3 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] W. Nawrocki — Komputerowe systemy pomiarowe, Warszawa, 2006, WKŁ

[2 ] D. Świsulski — Komputerowa technika pomiarowa, Warszawa, 2005, Agenda Wydawnicza PAK-u

[3 ] W. Nawrocki — Rozproszone systemy pomiarowe, Warszawa, 2006, WKŁ

[4 ] W. Tłaczała — Środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Warszawa, 2002, WNT

Literatura uzupełniająca

[1 ] W. Winiecki — Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Warszawa, 1997, Oficyna Wyd. Polit.
Warsz.

Literatura dodatkowa

[1 ] Strony internetowe producentów sprzętu pomiarowego i oprogramowania (National Instruments, Keithley
, Hewlett-Packard, Dallas Semiconductors itp.)

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Ryszard Duraj (kontakt: puduraj@cyf-kr.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż Ryszard Duraj (kontakt: puduraj@cyf-kr.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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